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WYDZIAL CHEMICZNY
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w jezyku polskim Metody badan materiatow
Nazwa w jezyku angielskim Methods of Materials Testing
Kierunek studiow (jesli dotyczy): Chemia i inzynieria materiatow™, Chemia, Technologia
chemiczna, Inzynieria chemiczna i procesowa, Chemia i inzynieria materiatow
Specjalno$¢ (jesli dotyczy):

Stopien studiow i forma: | stopien*, Il stopien — semestr uzupetniajacy, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowigzkowy
Kod przedmiotu ELR 021225
Grupa kursow NIE
Wyktad Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium
*
Liczba godzin zajec 30 30
zorganizowanych w Uczelni
(2zV)
Liczba godzin catkowitego 60 60
naktadu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia Egzamin zaliczenie na
ocene
Dla grupy kurséw zaznaczy¢
kurs koncowy (X)
Liczba punktow ECTS 2 2
w tym liczba punktow 2

odpowiadajaca zajeciom
o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktéw ECTS 1 1
odpowiadajaca zajeciom
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

W ZAKRESIE WIEDZY
1. Znajomo$¢ matematyki wyzszej na poziomie umozliwiajacym zrozumienie zagadnien
matematycznych w naukach o charakterze inzynierskim.
2. Znajomos¢ zasad i praw fizyki w zakresie elektrodynamiki klasycznej (elektrostatyka, prad
elektryczny, magnetostatyka, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne, optyka),
oraz wybranych zagadnien fizyki: kwantowej, ciata statego, jadra atomowego.
W ZAKRESIE UMIEJETNOSCI
1. Potrafi poprawnie i efektywnie zastosowaé wiedz¢ z matematyki wyzszej do jakosciowej i ilosciowej
analizy zagadnien matematycznych zwigzanych ze studiowang dyscypling inzynierska.
2. Potrafi poprawnie i efektywnie zastosowac poznane zasady i prawa fizyki do jakosciowej i ilosciowej
analizy zagadnien fizycznych o charakterze inzynierskim.

CELE PRZEDMIOTU

Cl1l. Nabycie podbudowanej teoretycznie wiedzy w zakresie podstaw fizycznych wybranych
specjalistycznych metod diagnostycznych materiatow, jak: mikroskopia elektronowa, dyfrakcja
rentgenowska, metody optyczne, spektroskopia ultradzwickowa

C2. Nabycie wiedzy w zakresie jakosciowej i ilosciowej analizy wlasciwosci strukturalnych,
optycznych i elektronowych ciat statych

C3. Poznanie zaawansowanych metod pomiaru wielkosci elektrycznych, w tym elektrostatycznych,
oraz magnetycznych ciat statych

C4. Nabycie umiejgtnosci organizacji badan i diagnostyki materialdw za pomoca odpowiednio
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dobranych metod

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01-

PEK_W02-
PEK_W03-
PEK_W04-
PEK_WO05-
PEK_W06-
PEK_WO7-

PEK_WO08-
PEK_W09-
PEK_W10-
PEK_W11-
PEK_W12-
PEK_W13-

Posiada wiedze na temat wtasciwoS$ci promieniowania rentgenowskiego oraz badania
materiatow krystalicznych

Posiada wiedze z zakresu oddzialywania wigzki $wietlnej oraz elektronowej z materiatem
Zna i rozumie metody badania struktury materiatu

Posiada wiedze¢ na temat zastosowania spektroskopii do analizy sktadu materialowego
Zna zasade pracy mikroskopow sit atomowych oraz mikroskopow tunelowych

Zna mozliwo$ci zastosowania spektrometrii fotoelektronow oraz mdssbauerowskiej
Posiada wiedze z zakresu pomiaru rezystancji materiatow i jej zaleznosci od czynnikow
zewnetrznych

Posiada wiedze¢ na temat wytwarzania i wtasciwosci elektretow

Rozumie rolg¢ metod spektroskopii dielektrycznej w ocenie zjawisk starzeniowych
Posiada ogolng wiedze na temat wiasciwo$ci magnetycznych ciat statych

Zna i rozumie znaczenie ultradzwiekéw w diagnostyce materiatow

Posiada wiedze z zakresu badan wtasciwosci mechanicznych i cieplnych ciat

Zna metody badania cienkich warstw

Z zakresu umiejetnosci:
PEK_UOQ1- Potrafi samodzielnie wyznaczy¢ parametry wybranych materiatow

PEK _UO02- Potrafi

interpretowaé  zjawiska fizyczne, zachodzace podczas badania materiatow

PEK_UOQ3- Potrafi wykorzysta¢ poznane i wlasciwie dobrane metody do diagnostyki materiatéw
PEK_UO04- Potrafi dokonac¢ krytycznej analizy uzyskanych wynikow badan

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zaje¢¢ — wyklad Liczba godzin
Zakres wyktadu, literatura, warunki zaliczenia.
Wy 1 . 2
Rentgenografia strukturalna
Wy 2 | Mikroskopia $wietlna w badaniach materialow 2
Wy 3 | Mikroskopia elektronowa. Preparatyka 2
Wy 4 | Analiza strukturalna za pomocg wigzki elektronow 2
Wy 5 | Analiza jako$ciowa i iloSciowa sktadu powierzchni ciata statego 2
Wy 6 | Mikroskopia sit atomowych 2
Wy 7 Wyznaczanie —struktury e.lektr'(')nowej ciata statego. Spektrometria 2
fotoelektronéw. Spektrometria mossbauerowska.
Wy 8,9 | Wiasciwosci elektryczne ciat statych 4
Wy 10 | Badanie wlasciwosci elektrostatycznych ciat statych 2
Wy 11 | Spektroskopia dielektryczna 2
Wy 12 | Wlasciwosci magnetyczne ciat stalych 2
Wy 13 | Ultradzwigki w badaniach materiatow 2
Wy 14 | Wlasciwosci mechaniczne cial statych i analiza cieplna materiatow 2
Wy 15 | Metodyka badania cienkich pokry¢ i powtok 2
Suma godzin 30
Forma zajeé — laboratorium Liczba godzin
Lal Analiza topografii i sktadu materialowego na podstawie obrazéw 3
mikroskopowych SEM
La2 Analiza wlasciwosci strukturalnych na podstawie dyfraktograméw XRD 3
oraz TEM
La3 Badanie powierzchni materiatéw za pomocg AFM 3
Lad Analiza wla$ciwoS$ci optycznych materiatdéw na podstawie pomiaru 3
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charakterystyk transmisji i odbicia
La5 Pomiary rezystancji dielektrykow statych i cieklych 3
La6 Wyznaczanie przenikalnosci elektrycznej 3
La7 Pomiary wspotczynnika strat dielektrycznych 3
La8 Badanie wlasciwosci mechanicznych i cieplnych materiatow 3
La9 Badanie efektu Halla 3
Lal0 Podsumowanie efektow ksztalcenia. Laboratorium odrobeze 3

Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i z dyskusja
N2. Praca wlasna studenta

N3. Konsultacje

N4. Krotkie sprawdziany wiadomosci przed rozpoczeciem laboratorium

N5. Przygotowanie sprawozdania

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujaca (w | Numer efektu uczenia Sposdb oceny osiggnigcia efektu uczenia si¢
trakcie semestru), P — sie
podsumowujaca (na
koniec semestru)

Wryklad PEK_WO01 + PEK_W13 | Egzamin w formie pisemnej

P1

Laboratorium

F1 PEK _UO01 + PEK _U04 | Kartkowka /odpowiedz usta

F2 Sprawozdanie z ¢wiczenia laboratoryjnego

P2=a; F1+ 0oF2=0,5F1 + 0,5 F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPELNIAJACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Newell J., Essentials of modern materials science and engineering, John Wiley and Sons, Inc. 2009

[2] Celinski Z., Materiatoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, 2011

[3] Szuber J. Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii potprzewodnikowe;j,
Wydawnictwo Polit. Slaskiej, Gliwice 2002

[4] Briggs D., Seah M. P., Auger and X-ray photoelectron spectroscopy, Vol. I, Il, John Willey and
Sons Ltd. 1990

[5] Lyman Ch. E., Goldstein J. I., Scanning electron microscopy, X-ray microanalysis and analytical
electron microscopy. A laboratory workbook. Premium Press, New York and London, 1990

LITERATURA UZUPEENIAJACA:

[1] Hummel Rolf, Electronic properties of materials, Springer-Verlag, NewYork, 1985
[2] Oles A., Metody doswiadczalne fizyki ciata statego, WNT, Warszawa, 1998
[3] Biezace publikacje z zakresu metod badania materiatow

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Bozena LowKkis bozena.lowkis@pwr.wroc.pl
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